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SiPM Dizilerinin Bir Bicimlilik (Uniformity) Testleri
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Silikon Fotogogalticilar (SiPM’ler), ¢1§ fotodiyotlarin paralel baglanmasi ile olusturulmus Geiger modda ¢aligan
kati-hal foton dedektérleridir. Kompakt boyutlari, yitksek foton algilama verimliligi, diisiik giic tiketimi,
diisiik maliyetleri ve manyetik alandan etkilenmeme gibi 6zellikleri ile SiPM’ler giiniimiizde pargacik fizigi, as-
trofizik, niikleer fizik ve tibbi goriintiileme gibi alanlarda kullanilmaktadir. Gortntiileme sistemlerinde (PET,
SPECT v.b.) kullanilan dedektorler ¢ok sayida SiPM’in bir dizi halinde birlestirilmesi ile olusturulmaktadur.
Ancak, dedektorii olugturan SiPM’ler ayni uretim siireclerinden gegmelerine ragmen tamamen bir bicimli
degildir. Dedektor performansini yiikseltmek icin SiPM’ler arasinda bulunan farkliliklarin minimuma in-
dirgenmesi gerekmektedir. Bu sunumda Onsemi firmas: tarafindan tiretilen 64 adet SiPM ile olusturulmus bir
SiPM dizisinin (8x8) bir bicimlilik testlerinin yapilmasi i¢in hazirlanan deney diizenegi ve elde edilen sonuclara
deginilecektir.
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